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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 171

LAB MESK Spétka Cywilna Marcin Tokaj Magdalena Tokaj
ul. Wélczyniska 133, budynek nr 5, lokal nr 541, 01-919 Warszawa

Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnos¢
pomiaru dla CMC

Miejsce
dzial.

Metoda pomiarowa

Diugosé

Czujniki analogowe o wartosci dziatki
elementarnej 0,1 mm

0 mm do 30 mm
0 mm do 50 mm

9 um
10 ym

Procedura wewnetrzna
1W5.8.49

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem przyrzadu
Mahr Precimar ICM 100

Czujniki analogowe o wartosci dziatki
elementarnej 0,01 mm

0 mm do 10 mm
0 mm do 30 mm
0 mm do 50 mm
0 mm do 100 mm

1,2 ym
1,8 ym
2,5 um
4,7 pm

Procedura wewnetrzna
1W5.8.49

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem przyrzadu
Mahr Precimar ICM 100

Czujniki analogowe o wartosci dziatki
elementarnej 0,005 mm

0 mm do 5 mm

0,8 pm

Procedura wewnetrzna
1W5.8.49

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem przyrzadu
Mahr Precimar ICM 100

Czujniki analogowe o wartosci dziatki
elementarnej 0,002 mm

0 mm do 1 mm

0,7 pm

Procedura wewnetrzna
1W5.8.49

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem przyrzadu
Mahr Precimar ICM 100

Czujniki analogowe o wartosci dziatki
elementarnej 0,001 mm

0 mm do 1 mm

0,6 pm

Procedura wewnetrzna
1W5.8.49

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem przyrzadu
Mahr Precimar ICM 100

Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem
o wartosci dziatki elementarnej 0,01 mm

0 mm do 3 mm

1,2 ym

Procedura wewnetrzna
IW5.8.49

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem przyrzadu
Mahr Precimar ICM 100

Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem
o wartosci dziatki elementarnej 0,002 mm;
0,001 mm

0 mm do 0,6 mm

0,8 pm

Procedura wewnetrzna
IW5.8.49

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem przyrzadu
Mahr Precimar ICM 100

Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci 0,01 mm

0 mm do 50,8 mm
0 mm do 100 mm

9 ym
10 pm

Procedura wewnetrzna
IW5.8.49

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem przyrzadu
Mahr Precimar ICM 100

Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci 0,005 mm

0 mm do 50,8 mm
0 mm do 100 mm

5um
6 uym

Procedura wewnetrzna
IW5.8.49

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem przyrzadu
Mahr Precimar ICM 100

Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci 0,001 mm

0 mm do 12,7 mm
0 mm do 25,4 mm
0 mm do 50,8 mm
0 mm do 100 mm

1,3 ym
1,6 ym
2,5um
4,7 pm

Procedura wewnetrzna
IW5.8.49

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem przyrzadu
Mahr Precimar ICM 100

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 171

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Dlugosé
Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci 0 mm do 12,7 mm 1,0 ym S Procedura wewnetrzna
0,0001 mm IW5.8.49
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem przyrzadu
Mahr Precimar ICM 100
Czujniki optyczne +20 pm 0,12 ym S Procedura wewnetrzna
+100 pm 0,13 pm IW5.8.19
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Dlugosciomierze poziome Abbego 0 mm do 100 mm 0,5 um S Procedura wewnetrzna IW5.8.8
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Folie wzorcowe 0 mm do 1 mm 2,9 ym S Procedura wewnetrzna
0 mm do 2 mm 5,5 ym IW5.8.30
0 mm do 3 mm 8,2 ym
0 mm do 4 mm 10,9 pym Metoda bezposrednia
0 mm do 5 mm 13,6 ym z zastosowaniem
dlugosciomierza poziomego
Glebokosciomierze czujnikowe o 0 mm do 5 mm 0,3 pm S Procedura wewnetrzna
rozdzielczosci 0,001 mm 0 mm do 10 mm 0,9 pm IW5.8.16
0 mm do 30 mm 1,3 ym
0 mm do 50 mm 1,7 ym Metoda bezposrednia
0 mm do 100 mm 2,9 ym z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Glebokosciomierze czujnikowe o 0 mm do 5 mm 0,3 pm S Procedura wewnetrzna
rozdzielczosci 0,002 mm, 0,005 mm IW5.8.16
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Glebokosciomierze czujnikowe o 0 mm do 50 mm 6,6 um S Procedura wewnetrzna
rozdzielczosci 0,01 mm 0 mm do 100 mm 7,0 pm IW5.8.16
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Glebokosciomierze czujnikowe o wartosci 0 mm do 10 mm 0,9 ym S Procedura wewnetrzna
dziatki elementarnej 0,01 mm 0 mm do 30 mm 1,3 ym IW5.8.16
0 mm do 50 mm 1,7 um
0 mm do 100 mm 2,9 ym Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Glebokosciomierze czujnikowe o wartosci 0 mm do 50 mm 6,6 um S Procedura wewnetrzna
dziatki elementarnej 0,1 mm 0 mm do 100 mm 7,0 pm IW5.8.16
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Glebokosciomierze mikrometryczne 0 mm do 25 mm 1,1 ym S Procedura wewnetrzna
25 mm do 50 mm 1,6 ym IW5.8.17
50 mm do 75 mm 2,2 ym
75 mm do 100 mm 2,9 ym Metoda bezposrednia
100 mm do 125 mm 3,7 ym z zastosowaniem plytek
125 mm do 150 mm 4,3 pm wzorcowych
150 mm do 175 mm 4,9 ym
175 mm do 200 mm 5,5 um
200 mm do 225 mm 6,2 ym
225 mm do 250 mm 6,8 pm
250 mm do 275 mm 7,5 um
275 mm do 300 mm 8,1 ym

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AP 171

. . . . Niepewnosé Miejsce| .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Dlugosé
Glebokosciomierze suwmiarkowe 0 mm do 150 mm 10 ym S Procedura wewnetrzna

0 mm do 200 mm 10 pm IW5.8.3
0 mm do 300 mm 12 ym
0 mm do 500 mm 17 ym Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Glowice mikrometryczne 0 mm do 25 mm 1,0 ym S Procedura wewnetrzna
1W5.8.31
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Grubosciomierze czujnikowe o 0 mm do 10 mm 1,4 ym S Procedura wewnetrzna
rozdzielczosci 0,001 mm 0 mm do 50 mm 1,4 ym IW5.8.10
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Grubosciomierze czujnikowe o 0 mm do 50 mm 6 pym S Procedura wewnetrzna
rozdzielczosci 0,01 mm IW5.8.10
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Grubosciomierze czujnikowe o wartosci 0 mm do 10 mm 1,4 ym S Procedura wewnetrzna
dziatki elementarnej 0,01 mm 0 mm do 50 mm 1,4 ym IW5.8.10
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Grubosciomierze czujnikowe o wartosci 0 mm do 50 mm 6 pym S Procedura wewnetrzna
dziatki elementarnej 0,1 mm IW5.8.10
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Macki czujnikowe S Procedura wewnetrzna
- do pomiaréw wewnetrznych 2,5mm do 12,5 mm 1,1 ym IW5.8.22
10 mm do 22 mm 1,4 pm
10 mm do 35 mm 1,6 pm Metoda bezposrednia
30 mm do 55 mm 1,8 ym z zastosowaniem plytek
40 mm do 90 mm 2,8 ym wzorcowych
Macki czujnikowe S Procedura wewnetrzna
- do pomiaréw zewnetrznych 0 mm do 20 mm 1,0 ym IW5.8.22
20 mm do 40 mm 1,3 ym
40 mm do 60 mm 1,8 ym Metoda bezposrednia
60 mm do 80 mm 2,3 um z zastosowaniem plytek
80 mm do 100 mm 2,8 ym wzorcowych
Mierniki do pomiaru grubosci powtok 0 pym do 1000 pm 3,3 um S Procedura wewnetrzna
1000 pm do 2000 ym 5,6 ym IW5.8.43
2000 pm do 3000 um 8,3 um
3000 pm do 4000 um 10,5 pm Metoda bezposrednia
4000 pm do 5150 pm 14,0 ym z zastosowaniem folii
wzorcowych
Mikrometry wewnetrzne 5 mm do 30 mm 1,1 ym S Procedura wewnetrzna
25 mm do 50 mm 1,6 pm IW5.8.23
50 mm do 75 mm 2,2 ym
75 mm do 100 mm 2,9 ym Metoda bezposrednia

z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Wersja strony: A
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. . . . Niepewnosé Miejsce| .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Dlugosé
Mikrometry zewnetrzne 0 mm do 25 mm 1,0 ym S Procedura wewnetrzna
25 mm do 50 mm 1,5 um IW5.8.4
50 mm do 75 mm 2,2 ym
75 mm do 100 mm 2,8 ym Metoda bezposrednia
100 mm do 125 mm 3,7 um z zastosowaniem plytek
125 mm do 150 mm 4,3 ym wzorcowych
150 mm do 175 mm 4,9 ym
175 mm do 200 mm 5,5 um
200 mm do 225 mm 6,2 ym
225 mm do 250 mm 6,8 pm
250 mm do 275 mm 7,5 um
275 mm do 300 mm 8,1 ym
Mikrometry z wbudowanym czujnikiem S Procedura wewnetrzna
- uktad czujnikowy od -140 pm do +140 pm 1,0 ym IW5.8.18
- uktad mikrometryczny 0 mm do 25 mm 1,2 um Metoda bezposrednia
0 mm do 50 mm 1,5 ym z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Pierscienie wzorcowe 2 mm do 30 mm 1,8 ym S Procedura wewnetrzna
IW5.8.44
w oparciu o EURAMET cg-6
Version 2.0 (03/2011)
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
diugosciomierza Trimos
Labconcept Premium 500
wyposazonego W czujnik
elektroniczny
Pierscienie wzorcowe 10 mm do 50 mm 1,4 ym S Procedura wewnetrzna
50 mm do 80 mm 1,5 ym IW5.8.6
80 mm do 110 mm 1,7 ym w oparciu o EURAMET cg-6
110 mm do 150 mm 1,9 ym Version 2.0 (03/2011)
150 mm do 190 mm 2,2 ym
190 mm do 225 mm 2,4 ym Metoda bezposrednia
225 mm do 260 mm 2,9 ym z zastosowaniem
260 mm do 300 mm 3,2 ym diugosciomierza Trimos
Labconcept Premium 500
wyposazonego w kablaki
Plytki wzorcowe (klasy 0, 1,2) 0,5 mm do 100 mm Q[0,073; 0,86-L] pm S Procedura wewnetrzna IW5.8.13

L — wielko$¢ mierzona (m)

w oparciu o
PN-EN ISO 3650:2000

Plytki wzorcowe (klasy 0, 1,2) 0,1 mm do 100 mm Q[0,095; 0,9-L] pm S Procedura wewnetrzna IW5.8.13
L — wielko$¢ mierzona (m) Metoda réznicowa z
zastosowaniem komparatora
dwuczujnikowego Mitutoyo
GBCD-250
Przymiary pétsztywne 0 mm do 1000 mm 0,12 mm S Procedura wewnetrzna
Przymiary sztywne 1000 mm do 3000 mm 0,18 mm IW5.8.21
3000 mm do 5000 mm 0,25 mm
Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem przymiaru
sztywnego
Przymiary wstegowe 0 mm do 2000 mm 0,14 mm S Procedura wewnetrzna
2000 mm do 5000 mm 0,25 mm IW5.8.21
5000 mm do 8000 mm 0,33 mm
8000 mm do 10000 mm 0,37 mm Metoda poréwnawcza
10000 mm do 15000 mm 0,45 mm z zastosowaniem przymiaru
sztywnego
Spoinomierze S Procedura wewnetrzna
- pomiar wysokosci spoin czolowych 0 mm do 15 mm 0,06 mm IW5.8.40
- pomiar wysokosci spoin pachwinowych 0 mm do 20 mm 0,06 mm
- pomiar grubosci spoin pachwinowych 0 mm do 15 mm 0,06 mm Metoda bezposrednia
- pomiar szerokosci spoin 0 mm do 60 mm 0,6 mm z zastosowaniem plytek
- pomiar gtebokosci podcigcia 0 mm do 6 mm 0,06 mm wzorcowych oraz wateczkéw

pomiarowych

Wersja strony: A
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Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnos¢
pomiaru dla CMC

Miejsce
dzial.

Metoda pomiarowa

Dlugosé

Spoinomierze
- wysokos¢ spoiny czotowej
- grubo$¢ spoiny pachwinowe;j

0 mm do 30 mm

6 pm
12 pm

Procedura wewnetrzna
IW5.8.33

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem ptytek
wzorcowych

Sprawdziany gwintowe pierscieniowe stozkowe

$rednica podziatowa d2
7 mm do 87 mm

5,0 um

Procedura wewnetrzna
IW5.8.46

Metoda posrednia z
zastosowaniem dtugosciomierza
Trimos
Labconcept Premium 500

Sprawdziany gwintowe pierscieniowe
walcowe

$rednica podziatowa d2
2,1 mm do 50 mm
50 mm do 112 mm
112 mm do 174 mm

3,0 ym
3,1 um
3,7 um

Procedura wewnetrzna
IW5.8.45
w oparciu o EURAMET cg-10
Version 2.1 (12/2012)

Metoda posrednia z
zastosowaniem dtugosciomierza
Trimos Labconcept Premium 500

wyposazonego w czujnik
elektroniczny

Sprawdziany gwintowe trzpieniowe
stozkowe

$rednica podziatowa d2
9 mm do 112 mm

5,0 um

Procedura wewnetrzna
IW5.8.46

Metoda posrednia z
zastosowaniem dtugosciomierza
Trimos
Labconcept Premium 500

Sprawdziany gwintowe trzpieniowe
walcowe

$rednica podziatowa d2
1,5 mm do 100 mm
100 mm do 125 mm

3,0 um
3,2 uym

Procedura wewnetrzna
IW5.8.7
w oparciu o EURAMET cg-10
Version 2.1 (12/2012)

Metoda posrednia z
zastosowaniem wateczkow
pomiarowych i dlugosciomierza
Trimos Labconcept Premium 500

Sprawdziany pierscieniowe gtadkie

2 mm do 30 mm

1,8 pm

Procedura wewnetrzna
IW5.8.44
w oparciu o EURAMET cg-6
Version 2.0 (03/2011)

Metoda bezposrednia z
zastosowaniem dtugosciomierza
Trimos Labconcept Premium 500

wyposazonego w czujnik
elektroniczny

Sprawdziany pierscieniowe gtadkie

10 mm do 50 mm

50 mm do 80 mm
80 mm do 110 mm
110 mm do 150 mm
150 mm do 190 mm
190 mm do 225 mm
225 mm do 260 mm
260 mm do 300 mm

1,4 pm
1,5 pm
1,7 ym
1,9 pm
2,2 ym
2,4 ym
2,9 ym
3,2 ym

Procedura wewnetrzna
IW5.8.6
w oparciu o EURAMET cg-6
Version 2.0 (03/2011)

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
diugosciomierza Trimos
Labconcept Premium 500
wyposazonego w kablaki

Wersja strony: A
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. . . . Niepewnos¢ Miejsce| .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Dlugosé
Sprawdziany specjalne 5 mm do 50 mm 1,8 um S Procedura wewnetrzna
IW5.8.48
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
diugosciomierza Trimos
Labconcept Premium 500
wyposazonego w czujnik
elektroniczny
14 mm do 50 mm 1,4 ym S Procedura wewnetrzna
50 mm do 80 mm 1,5 ym IW5.8.47
80 mm do 110 mm 1,7 um
110 mm do 150 mm 1,9 um Metoda bezposrednia
150 mm do 190 mm 2,2 ym z zastosowaniem
190 mm do 225 mm 2,4 um dtugosciomierza Trimos
225 mm do 240 mm 2,6 ym Labconcept Premium 500
wyposazonego w kablaki
Sprawdziany ttoczkowe 0 mm do 50 mm 0,9 um S Procedura wewnetrzna
50 mm do 75 mm 1,0 ym IW5.8.14
75 mm do 100 mm 1,2 ym
100 mm do 125 mm 1,3 ym Metoda bezposrednia
125 mm do 150 mm 1,7 pm z zastosowaniem
150 mm do 200 mm 2,1 um diugosciomierza Trimos
Labconcept Premium 500
Suwmiarki 0 mm do 150 mm 10 pm S Procedura wewnetrzna
0 mm do 200 mm 10 pm IW5.8.3
0 mm do 300 mm 12 ym
0 mm do 500 mm 17 pm Metoda bezposrednia
0 mm do 600 mm 31 pm z zastosowaniem plytek
0 mm do 800 mm 34 pm wzorcowych
0 mm do 1000 mm 38 ym
Szczelinomierze 0,02 mm do 3 mm 0,9 um S Procedura wewnetrzna
IW5.8.12
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
diugosciomierza poziomego
0,02 mm do 3 mm 1,6 ym S Procedura wewnetrzna
IW5.8.12
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem mikrometru
cyfrowego
Szczelinomierze klinowe 0 mm do 45 mm 12 pm S Procedura wewnetrzna
IW5.8.24
Metoda bezposrednia z
zastosowaniem ptytek
wzorcowych
Srednicéwki czujnikowe 4 mmdo 18 mm 1,5 ym S Procedura wewnetrzna
18 mm do 50 mm 2,0 ym IW5.8.20
50 mm do 150 mm 5,0 um
150 mm do 200 mm 11 pm Metoda bezposrednia
200 mm do 300 mm 15 ym z zastosowaniem ptlytek
wzorcowych
Srednicowki mikrometryczne 50 mm do 75 mm 1,5 pm S Procedura wewnetrzna
dwupunktowe 75 mm do 100 mm 1,8 pm IW5.8.25
100 mm do 125 mm 2,2 ym
125 mm do 150 mm 2,3 pym Metoda bezposrednia
150 mm do 175 mm 2,8 ym z zastosowaniem
175 mm do 200 mm 3,5um dtugosciomierza Trimos
200 mm do 225 mm 4,3 pm Labconcept Premium 500
225 mm do 250 mm 5,2 ym
250 mm do 275 mm 5,5 um
275 mm do 300 mm 5,8 ym
300 mm do 325 mm 6,1 um
325 mm do 350 mm 6,3 pm
350 mm do 375 mm 6,3 um

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 171
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy Niepewnos¢ Miejsce Metoda pomiarowa
pomiaru dla CMC dziat.
Dlugosé
Srednicéwki tréjpunktowe mikrometryczne 3,5 mm do 12 mm 1,9 ym S Procedura wewnetrzna
Srednicowki tréjpunktowe czujnikowe 12 mm do 35 mm 2,0 ym IW5.8.15
35 mm do 50 mm 2,1 ym
50 mm do 80 mm 2,3 ym Metoda bezposrednia
80 mm do 100 mm 2,8 um z zastosowaniem pierscieni
100 mm do 125 mm 2,9 ym wzorcowych
125 mm do 150 mm 3,3um
150 mm do 175 mm 3,5 um
175 mm do 200 mm 4,6 ym
200 mm do 250 mm 4,8 pm
250 mm do 275 mm 4,9 um
275 mm do 300 mm 5,3 um
Transametry 0 mm do 25 mm 0,9 pm S Procedura wewnetrzna
25 mm do 50 mm 1,0 ym IW5.8.5
50 mm do 75 mm 1,2 ym
75 mm do 100 mm 1,3 ym Metoda bezposrednia
z zastosowaniem ptytek
wzorcowych
Wateczki pomiarowe 0 mm do 20 mm 0,5 ym S Procedura wewnetrzna
IW5.8.26
Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem ptytek
wzorcowych oraz czujnika typu
MOP 02/20
0 mm do 30 mm 1,0 ym S Procedura wewnetrzna
IW5.8.26
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
diugosciomierza Trimos
Labconcept Premium 500
Wysokosciomierze cyfrowe o rozdzielczosci 0 mm do 600mm S Procedura wewnetrzna IW5.8.50
-0,01 mm Q[5,9; 8,3-L] pm
-0,005 mm Q[3,1; 8,3-L] pm Metoda bezposrednia z
-0,001 mm Q[0,7; 8,3:L] pm zastosowaniem plytek
wzorcowych
L — wielko$¢ mierzona (m)
Wysokosciomierze suwmiarkowe 0 mm do 300 mm 12 pm S Procedura wewnetrzna
0 mm do 500 mm 17 pm IW5.8.3
0 mm do 600 mm 20 ym
0 mm do 800 mm 34 uym Metoda bezposrednia
0 mm do 1000 mm 38 um z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Wzorce nastawcze do wymiaréw do 100 mm 2,0 ym S Procedura wewnetrzna
wewnetrznych IW5.8.27
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
diugosciomierza Trimos
Labconcept Premium 500
wyposazonego w kabtaki
Wzorce nastawcze wymiaréw zewnetrznych 25 mm 0,9 pm S Procedura wewnetrzna
25 mm do 50 mm 0,9 ym IW5.8.9
50 mm do 75 mm 1,0 ym
75 mm do 100 mm 1,2 ym Metoda bezposrednia
100 mm do 125 mm 1,5 ym z zastosowaniem
125 mm do 150 mm 1,6 ym diugosciomierza Trimos
150 mm do 175 mm 2,1 ym Labconcept Premium 500
175 mm do 200 mm 2,2 ym
200 mm do 225 mm 2,3 um
225 mm do 250 mm 2,4 pm
250 mm do 275 mm 2,9 ym
275 mm do 300 mm 3,0 ym

Wersja strony: A
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Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnos¢
pomiaru dla CMC

Miejsce

dziat, Metoda pomiarowa

Kat

Katomierze cyfrowe

0° do 360°

3,6’

S Procedura wewnetrzna
IW5.8.28

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem ptytek
wzorcowych katowych

Katomierze traserskie

0° do 180°

0,2°

S Procedura wewnetrzna
IW5.8.28

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem ptytek
wzorcowych katowych

Katomierze uniwersalne

4 x90°

3,6’

S Procedura wewnetrzna
IW5.8.28

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem ptytek
wzorcowych katowych

Katowniki 90° dwuramienne

diugosé¢ diuzszego
ramienia do 315 mm

5,0 um

S Procedura wewnetrzna
1W5.8.29

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem ptytek
wzorcowych oraz katownika
walcowego

Poziomnice budowlane
- blad ustawienia wskazania zerowego

0 mm do 300 mm

0,2 mm

S Procedura wewnetrzna
1W5.8.38

Metoda bezposrednia z
zastosowaniem plyty
pomiarowej i katownika 90°

Poziomnice cyfrowe

+90°

0,06°

S Procedura wewnetrzna
1W5.8.38

Metoda posrednia z
zastosowaniem liniatu
sinusowego oraz plytek
wzorcowych

Poziomnice liniatowe
- btad wartosci dziatki elementarnej
- blad ustawienia wskazania zerowego

0 mm/m do 1 mm/m

0,015 mm/m
0,2 dz. el.

S Procedura wewnetrzna
IW.5.8.38

Metoda bezposrednia z
zastosowaniem poziomnicy
koincydencyjnej

Spoinomierze
- kat ukosowania

80° do 160°

0,6°

S Procedura wewnetrzna
IW5.8.40

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem ptlytek
wzorcowych katowych

Dlugosé (geometria powierzchni)

Liniaty krawedziowe

0 mm do 300 mm

3 ym

S Procedura wewnetrzna
IW5.8.36

Metoda bezposrednia z
zastosowaniem plytek
wzorcowych

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 171

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Sita
Sitomierze 2cN do 245 cN 0,76 cN S Procedura wewnetrzna
(dynamometry teletechniczne) IW5.8.1
Moment sity
Klucze dynamometryczne 0,5 Nm do 1500 Nm 0,62 % S Procedura wewnetrzna

IW5.8.2
w oparciu o
PN-EN ISO 6789-1:2017
PN-EN ISO 6789-2:2017
Wkretaki dynamometryczne 0,04 Nm do 10 Nm 0,85 % S Procedura wewnetrzna
IW5.8.2
w oparciu o
PN-EN ISO 6789-1:2017
PN-EN ISO 6789-2:2017

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnosé rozszerzong przy prawdopodobiehstwie rozszerzenia ok.
95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzone;.

Wartos¢ niepewnosci pomiaru dla CMC wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy
procentowego udziatu w warto$ci wielkosci mierzone;j.

Wartos$¢ niepewnosci pomiaru dla CMC wyrazona w postaci réwnania Q[a; b] oznacza pierwiastek sumy
kwadratéw wyrazow w nawiasach: Q[a; b] = (a2 + b2 )'2,
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Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 171

Status zmian: wersja pierwotna — A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—  /

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA
dnia: 17.10.2025 r.
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